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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEIl afin quiil reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a ['établis-
‘sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci- ous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
SOUrces;

ulletin de la CEI

nnuaire de la CEI
ublié annuellement

atalogue des publications de la CEI
Aublié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qu concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporierala la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nafional [VEI), qui se présente sous forme de pltres
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. D
complets| sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir égalg¢ment le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termps et définitions figurant dans la présente p
cation opht été soit tirés du V)

Symbaqles graphiqu

Pour les pymboles
signes dlusage général

consulterp:

14

élect

et pour le[s appareils électromédicaux,

IEC Bulletin

to IEC 50:
), which is
separate chapters edch dealing
{. Full details of the IEV will be
. See also the IEC Multilingual

5 and definitions contained in the present publi-
ave either been taken from the IEV of have been
ifically approved for the purpose of this puljlication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols| and signs
approved by the IEC for general use, readers arg referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols fof use on
equipment. Index, survey and compilafion of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagftams;

and for medical electrical equipment,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
CONNEXIONS SANS SOUDURE

Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure —
Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPOS

1)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questio j arés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intége 3 hs, expriment

2)| Ces décisions constituent des recommandations internationales et soat\ag e felles par les

3)| Dans le but d’encourager 'unification internationale, la C i és nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la/fecomma i esure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergefice en I et la régle

derniére.

bation et sa
‘'une de ses

4)| La CE!l n'a fixé aucune procédure
responsabilité n'est pas engagée qua
recommandations.

4 été établie par le comité d’étudIs 48 de la

CEl: Composa structures mécaniques pour équipements

é ctroniqm@

L¢ texte de cefte

LEE présente Norn
I

documents suivants:

\> DIS Rapport de vote

48(BC)331 48(BC)339

ion Isur le vote
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SOLDERLESS CONNECTIONS

Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections —
General requirements, test methods and practical guidance

FOREWORD

4) The IEC has not laid down any procedure conce
respopsibility when an item of equipment is desl

Interna]::mal Standard IES 2
Electromechanical co n d

The text of this @&ba ed o e folowing documents:

\DIS/ Report on Voting

\44(00)331 48(C0)339

Full infctlr]r:ation on‘the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table
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INTRODUCTION

Deux normes concernant les connexions autodénudantes sans soudure sont disponibles:

Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure — Régles générales,
méthodes d’essai et guide pratique;

Partie 4: Connexions autodénudantes non accessibles sans soudure — Régles géné-
rales, méthodes d’essai et guide pratique.

Ces normes contiennent des exigences, des essais et un guide pratique.

Deux programmes d’essai sont proposés:

~ un programme d’essais de base qui s’applique aux corinexions “gutefiénudantes
conformes & toutes les exigences de la section 2.

Ces exigences sont déduites de Pexpérience acquise. Suk de menées &

hdantes qui
y deia par exemple
a celles dont la fabrication utilise des iéres e itements e surface
n’appartenant pas a la section 2.
Ce systéme permet un contrd, ig ps en utilisant le programme
g g€s, et un programme d’essais
complet étendu pour les c¢v i itant /une vérification compléte des
performances.

par exemple

Connexions CAD
'non accessibles

CEI 025193 CEI 0p6/93

Figure 1 — Exemple de connexions autodénudantes accessibles et non accessibles
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INTRODUCTION

Two standards are available on solderless insulation displacement connections:

Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections — General require-
ments, test methods and practical guidance;

Part 4: Solderiess non-accessible insulation displacement connections — General
requirements, test methods and practical guidance.

This standard includes requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided:

— The Basic Test Schedule applies to insulation displacement gpnnections- which

confprm to all requirements of section 2.

Thege requirements are derived from experience with success icati Psuch
conrjections.

— The Full Test Schedule applies to insulation displagem 0 not
fully hanu-
factu

This imited
Basi edule
for ¢

NOTH - bnnec-
tion®

Non-accessible ID
connection

1EC 025193 1EC 026193

Figure 1 — Example of accessible and non-accessible insulation displacement connection
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CONNEXIONS SANS SOUDURE

Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure —
Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

SECTION 1: GENERALITES

1 Domaine d’application

L D qui sont Lccessibles
P es de:

N,
p jorbet les\systéemes électroniques
uf

D truelle y sont
irE 2 ent stables
dans les conditions d’environnem@ént preserite

2| Objet
Dgterminer la cp ité : jons CAD accessibles dans des conditions méca-
niques, él sphéfgues ¢

atiéres utilisées pour les contacts CAD. C’ept pourquoi
3 taux du contact sont spécifiés tandis que les| exigences
et de la connexion terminée sont définies dans tous les|détails.

N Mmoyen de comparaison des résultats d’essai quand les outils utilisé$ pour faire

3| ‘Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de
la CEl 352. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEl 352 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CE! et de I'|SO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 50(581): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques
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SOLDERLESS CONNECTIONS

Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections —
General requirements, test methods and practical guidance

SECTION 1: GENERAL

1 Scope

This ert of IEC 352 is applicable to ID connections which are acce
measurpments according to section 3 and which are made with:

ible M and

— dppropriately designed ID terminations;
- wires having solid round conductors of 0,25 mm to 3,6

- W

for use ¢ ‘devices \employing s|milar
techniques.
Inform y exXper m@is included in addition to the
test procedures to provide electrically sta i unde ental
conditigns.
2 Object

To detérmine the_ sui hical,
electrical and a

There 8 i $ only
fundam uire-
ments @

To prov 3 paring test results when the tools used to make the connec-
tions ar Ere i

3 Noqmative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 352. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agree-
ments based on this part of IEC 352 are encouraged to investigate the possibility of apply-
ing the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC
and 1SO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(581): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment
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CEIl 68-1: 1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEl 68-2-60 TTD: 1989. Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ke: Essais de
corrosion en atmosphére artificielle a trés basse concentration de gaz polluant(s)

CEl 189-3: 1988, Cébles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de
PVC — Partie 3: Fils d’équipement en conducteurs simples, en paires et en tierces, a
conducteur massif ou divisé, isolés au PVC.

Amendement 1 (1989)

CEl 352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes non acces-
sibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique (a I'étude)

CE! 512-1: 1984, Composants électromécaniques pour! éguipements_élgctroniques;
plocédures d’essai de base et méthodes de mesure — Partie ™\ G&

Amendement 1 (1988)

ctroniques;
6 = , essais de
continuité électrique et de résistance de (co s f essais de
contrainte diélectrique

CEl 512-2: 1985, Composants électromécaniqu

CEl 512-4: 1976, Composant
plocédures d’essai de base et m€
dynamiques

ctroniques;
contraintes

El 512-5: 1992,\Composants
procédures d’essai

sants libres),
a endurar@

ctroniques;
¢t (compo-
s), essais

électromécaniques pour équipements électroniques;
t méthodes de mesure — Partie 6: Essais climatiques et

Fils\simples miniatures d’équipement pour basses fréquences| & conduc-

4 Définitions

Les termes et définitions utilisés et applicables dans la présente partie de la CEl 352
figurent dans la CEl 50(581). La CEl 512-1 contient également des termes et définitions
applicables.
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IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 68-2-60 TTD: 1989, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ke: Corrosion tests
in artificial atmosphere at very low concentration of polluting gas(es)

IEC 189-3: 1988, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath —
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles, pairs
and triples.

Amendment 1 (1989)

IEC 352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-
ment connections — General requirements, tests methods and practical guidance (under
consideration)

IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electronic eg ent\basic tgsting
procedyres and measuring methods — Part 1: General.
Amendrment 1 (1988)

sting
nuity

IEC 511
procedd
and cor

IEC 517 sting

procedd

sting
load

IEC 511
procedd
tests (fi

omponents for electronic equipment; basic tgsting
Part 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 51/
procedd

IEC 67¥ 1980,\Low~frequancy miniature equipment wires with solid or stranded condyctor,
f/uarina'L
Amend

4 Definitions

Terms and definitions used in and applicable to this part of IEC 352 are included in
IEC 50(581). IEC 512-1 also contains some applicable terms and definitions.
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Pour les besoins de cette partie de la CEl 352 les termes et définitions supplémentaires
suivants sont applicables.

4.1 Connexion autodénudante (connexion CAD)

Connexion électrique sans soudure réalisée par l'insertion d’un fil discret dans une fente
parfaitement définie d'un raccordement, d’'une maniére telle que les bords de la
fente déplacent l'isolant et déforment le conducteur d’un fil massif ou les brins d'un fil
divisé afin d’établir une connexion étanche aux gaz.

dppe de
Hivisés

Contact CAD

Ef 027193

i

4
Connexion autod dccés aux points de mesure pour féaliser les

egsais mécdniq ai de tenue de force transverse) et lels mesures
électrique 7 : ance€ de contact) est possible sans qu’il soit pécessaire
dg supprimer yne\g ) ractéristique de conception pour réaliser et/oy maintenir
lajconnexion &

4. IEXIOR sudante non accessible (connexion CAD non accessiljie)

ur réaliser

5 partie les
egsais électriques (par exemple la résistance de contact) n'est pas possible sans qu’il soit
n i i aristi i daliser et/ou

maintenir la connexion autodénudante. Ceci est principalement vrai lorsque la connexion
autodénudante est enfermée dans un composant.

4.2 Contact pour connexion autodénudante (contact CAD)

Contact congu pour recevoir un fil dans le but de réaliser une connexion autodénudante.

4.2.1 Contact pour connexion autodénudante, réutilisable (contact CAD réutilisable)

Contact pour connexion autodénudante qui peut étre utilisé plus d'une fois.
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For the purpose of this part of IEC 352, the following additional terms and definitions
shall apply.

4.1 Insulation displacement connection (ID connection)

A solderless electrical connection made by inserting a single wire into a precisely
controlied slot in a termination such that the sides of the slot displace the insulation and
deform the conductor of a solid wire or strands of stranded wire to produce a gas-tight
connection.

i ID termination

1EC 027193

4.1.1 |Accessible insulati

An |ID gonnection in it i sess test points for carrying out mechanical
tests (for exampje\tra > mple,
contact|resistansg) Wi activa dny design feature intended to establish gnd/or
maintai plechi

412 iDIeN displacement connection (non-accessible ID connegtion)

An ID ¢
nical tep
ample, pontact resi
and/or maintai
nent.

ch it is not possible to access test points for carrying out mecha-
nsverse extraction force and some electrical measurements (fgr ex-
ance) without deactivation of any design feature intended to establish

oot i . - S ction i - ) sdmpo-

4.2 Insulation displacement termination (1D termination)

A termination designed to accept a wire for the purpose of establishing an 1D connection.

4.2.1 Reusable insulation displacement termination (reusable ID termination)

An ID termination that can be used more than once.
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4.2.2 Contact pour connexion autodénudante, non réutilisable (contact CAD non

réutilisable)

Contact pour connexion autodénudante qui ne peut étre utilisé qu’une seule fois.

4.3 Fente

deuxiéme fente de connexion

413.1 Fente de connexion

Quverture de forme adéquate
rgmplacer P'isolant du fil et de gara
du fil et contact.

Dfns certains cas,
nnexion double

Fente de connexion

P

N

capable de
hducteur(s)

btenir une

e capable

de chaque

Parois

d

e
7

\

Fente

Contact CAD

CEI 029193

Figure 4 — Paroi
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4.2.2 Non-reusable insulation displacement termination (non-reusable ID termination)

An ID termination that can be used only once.

4.3 Slot

Connection slot

4.3.1 [Lonnection slot

The spdcially shaped opening in an 1D
wire and to ensure a gas-tight connectj

the wire

Strain reliet slot or second
.

connection slot . \&[ \

aflic part of an |D termination on each side of the slot.

of a
s) of

_ Beams

YA
T

/ ID termination -

\’ 1EC 029193

Figure 4 — Beam
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4.5 Diamétre apparent (d’un conducteur divisé)

Le diamétre du cercle circonscrit au toron des brins.

4.6 Bloc de guidage (voir CEl 352-4)

Partie de forme spéciale du composant, par exemple un connecteur, qui guide et insére
le/les fil(s) dans la/les fente(s). En plus, il peut réaliser d’autres caractéristiques méca-
niques, par exemple tenir le(s) fil(s) dans la (les) bonne(s) position(s), support d'isolant de
la connexion CAD, charge secondaire sur la connexion CAD ou les parois.

Bloc de guidage

Cable en nappe ou
ils discrets
Connexion CAD *
dEr 03093

connexion autodénudante par| l'insertion

SECTION 2: EXIGENCES

6 Exécution

Les connexions doivent étre exécutées de fagon soignée et dans les régles de I'art.

7 Outils

Les outils doivent étre vérifiés et utilisés en accord avec les instructions données par le
fabricant d’outils et/ou de connecteurs.
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4.5 Apparent diameter (of a stranded conductor)

The diameter of the circumscribing circle of the bundle of strands.

4.6 Guiding block (see IEC 352-4)

A specially shaped part of a component, for example, a connector, which guides/inserts
the wire(s) into the slot(s). Additionally it may provide for other mechanical features, for
example, fixing the wire(s) in correct position(s), strain relief of the ID connection(s),
secondary loading on the ID termination(s) or beams.

Guiding block

Ribbon cable or
sjngle wires

D termination

0193

4.7 W

A hand/
controll

ina

48 W

A devic

5 IEC

Not apgli

SECTION 2: REQUIREMENTS

6 Workmanship

The connections shall be processed in a careful and workmanlike manner, in accordance
with good current practice.

7 Tools

Tools shall be used and inspected according to the instructions given by the manufacturer.
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L'outil doit étre capable d’effectuer des connexions uniformément fiables pendant sa

durée de vie utile.

La conception de l'outil doit étre telle que lors de son utilisation tout dommage a la

connexion CAD et/ou au fil soit évité.

L’outil doit assurer une position correcte du fil dans la fente.

L'évaluation des outils est faite en essayant les connexions CAD réalisées avec ceux-ci.

8 Contacts pour connexion autodénudante (contacts CAD)

8[1 Matiéres

Les nuances adaptées des alliages de cuivre telles que I¢
cdivre-zinc (laiton) et les cuivre au béryllium doivent étre ulilisee

NOTE - Si lalliage cuivre-zinc est utilisé, des précautions
corrosion sous contrainte.

8R Dimensions

d’essais défini dans la section 3.

8.8 Traitements de

La zone de eonta oy el S
oy de Ieug g surfage dait 8ire exempte de contamination et de corro

A s

conducteurs de diamétre ou de section nominale spécifié;

sgs fentes et parois, associées aux ¢ara stique matiére utilisée. Les
doivent étre définies de maniére 3 étre ada 8 iLow’a la gamme de fils po
cqntact CAD est congu. La bonhe adaptation est vérifiée en appliquant le |

es quant aux effets de la

rticulier de
limensions
ir lequel le
brogramme

paliadium
ion.

et selon la

conducteur

gamme de

— les contacts non réutilisables congus pour étre cablés une fois par un conducteur

de diameétre ou de section nominale spécifié;

— les contacts non réutilisables congus pour étre cablés une fois par une gamme de

conducteurs de diamétre ou de section nominale spécifié.

Les bords des parois doivent étre lisses et exempts de bavures afin d’éviter des détério-

rations involontaires sur le(s) conducteur(s) ou I'isolant.
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A tool shall be able to make uniformly reliable connections during its useful life.

A tool shall be designed and shall operate in such a manner that any damage to the ID
termination and/or to the wire is avoided.

A tool shall provide for a correct location of the wire in the siot.

Tools are evaluated by testing ID connections made with the tools to be evaluated.

8 Insulation displacement terminations (ID terminations)

8.1 Materials

Suitablg grades of copper alloy, such as copper-tin (bronze),
beryllium copper shall be used.

NOTE| - If copper-zinc is used care should be taken regarding corrosi

8.2 Dimensions

The qu ; ID termination, parti-
cularly of its slot and beams, togetherwith\the i the materials used] The
dimensipns shall be chosen so as to be\suita ire6r range of wires for which
the ID {ermination is designed. The sguitability\s ied by applying the test schedule

given in[section 3.

8.3 Surface finishes

palladium or thé orro-

The corntact area, of the nati al _be plated with tin or tin-lead or with silver, goid,
sion.

84 D

ID term g to

a range

— non-reusable terminations, designed to be connected once and designed for one
specified nominal conductor diameter or cross-section;

— non-reusable terminations, designed to be connected once and designed for a
specified range of conductor diameters or cross-sections.

“The edges of the beams shall be smooth and free of burrs to avoid unintentional damage
to the conductor(s) or insulation.
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9 Fils

Des fils & conducteur massif circulaire ou & conducteur divisé constitué de sept brins sim-
ples doivent étre utilisés.

NOTE - Pour plus d’information sur les fils voir la CEl 189-3 ou la CEI 673.

9.1 Matiéres

La matiére du conducteur doit étre du cuivre recuit. 1l doit avoir un allongement & la
rupture d’au moins 10 %.

9.p Dimensions

Différentes gammes de fils doivent étre utilisées:

— des fils discrets massifs de diamétres 0,25 mm 2 ,049 mm? a

0,5 mm2) ou

9.8 Traitements de surface

Lgs conducteurs massifs et circulaj i 3 evétus d’étain, d'dtain-plomb
oy d'argent. Les conducteurs\divisé¢ € Lplomb ou
d'argent.

La
9.4 Isolant du fi

L3 spécification p
dy il qu'i @v

He l'isolant

L¢ téristiques
SQ Iles doivent
avoi j;ms toute-
fo lant doit,
ef] soient pas
e

10 Connexions autodénudantes (connexions CAD)

a) La combinaison du fil, du contact et de I'outil de cablage doit étre compatible.

b) Quand le fil est inséré dans la fente du contact CAD, les faces internes des parois
doivent remplacer I'isolant du fil et déformer

— le diamétre du conducteur massif circulaire, ou

- le diametre apparent du conducteur divisé et, en plus, le diamétre des brins qui
sont en contact avec les parois afin d'établir une connexion étanche aux gaz.
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9 Wires

Wires with solid round conductors or stranded conductors with seven single strands
be used.

NOTE - For further information on wires see |IEC 189-3 and IEC 673.

9.1 Materials

The conductor material shall be annealed copper. It shall have an elongation at bre
not less than 10 %.

shall

ak of

9.2 Dumnensions
Different ranges of wires shall be used:

- s ngle solid round wires of 0,25 mm to 0,8 mm diametg
0,5 mm ) or

— stranded wires of 0,075 mm2 to 0,5 mm2 cross-section

9.3 Sdirface finishes

Solid rgund conductors shall be unplg , i in-tlgad or silver. Stranded
conductprs shall have strands plated ¢ i : i
The con
9.4 Wire insulation
wire

The detpil specificqtion
insulatign that c

The ins with
the insy

readily t the
case ofl st

the straf

tion.

10 Accessible insulation displacement connections (ID connections)

a) The combination of wire, termination and connection tool shall be compatible.

b) When inserting the wire into the connection slot of the ID termination the inner sides

of the beams shall displace the wire insulation and deform
— the diameter of a solid round conductor, or

— the apparent diameter of a stranded conductor and, in addition, the diameter
of those strands which are |n contact with the beams to produce a gas-tight
connection.
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c) Le fil doit étre correctement positionné dans la fente du contact CAD en accord
avec les indications. de la spécification particuliére. Il doit y avoir une distance
suffisante entre le contact et 'extrémité du fil. La valeur minimale de cette distance
dépend du fil utilisé et doit &tre indiquée dans la spécification particuliere.

d) Il ne doit y avoir qu’un seul fil par fente de connexion.

SECTION 3: ESSAIS

11 Essals

1t fmtroduction

rsqu’un contact est congu pour accepter plus d’'une connexjign schaque connexion

it étre essayée individuellement.

11.2 Généralités

appliquent dans les

(@]
o
3
3
@
(o]
X
°
F
c
[
Q
o]
3
(%]
=
=3
=
o
Q.
c
O
=
(o]
>
Q.
D
c
x
B
Qo
-
-
'Y

pnditions suivantes:

(9]

— Les connexions CAD conformes 3 tout Hoivent étre

essayées et répondre 3 toutesNes exigence

— Les connexions CAD quie se ~ : gonformes 3 toutes les exigences
de la section 2, par exemple §6s avec un fil et/ou un¢ dimension
de contact et/ou des matiér ivent étre essayées et répondre aux exi-
gences de 13.3.

QD

auf indicatio trai es essais sont effectués dans les conditiorfs normales
'essai =@: {

umidité relative auxquelles les mesures son{ effectuées
5 le rapport d’essais.

Qo

Bnta accard entre les résultats d’essais, I'essai doit étre répété suivant I'une des

5 dans les

11.5 Reprise

Lorsque cela est spécifié, les connexions doivent étre soumises aux conditions normales
d’essai durant 1 h & 2 h aprés I’'épreuve.

11.6 Montage du spécimen

Lorsqu'un montage est requis dans un essai, les spécimens doivent étre montés en
utilisant le montage normal, sauf spécification contraire.
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¢) The wire shall be correctly located in the connection slot of the ID termination as
specified by the detail specification. There shall be a sufficient distance between the
termination and the wire end. The minimum value of that distance depends on the wire
used and shall be as specified by the detail specification.

d) Only one wire in one connection slot shall be used.

SECTION 3: TESTS

11 Testing

11.1  Introduoction

Where A termination is designed to accommodate more than one 4D cti each
connectjon shall be tested individually.

11.2 @General

5

As explgined in the introduction there are two test sched
according to the following conditions:

plied

- | connectlons which conform to all the reguike ecti bd in

— I connections which do not fu 2, for
example, which are made with different wire_a inati i rials,
shall|be tested according to and me i

11.3 $Standard condition

Unless jptherwise specifi
testing as speci

b for

testing for a penod of 24 h in accordance w1th IEC 512 1.

11.5 Recovery

Where specified, the specimen shall be allowed to recover under standard conditions for
testing for a period of 1 h to 2 h after conditioning.

11.6 Mounting of specimen

When mounting is required in a test, the specimens shall be mounted using the normal
mounting method, unless otherwise specified.
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12 Essais de type

NOTE - Dans la mesure oU une méthode d'essai est décrite dans cette norme, il est convenu que sa
description sera remplacée par une référence a la CEl 512 aussitét que la méthode d’essai correspondante
y sera incluse.

12.1 Examen général

Les essais doivent étre effectués conformément I’essai 1a: Examen visuel, et a I'essai
1b: Examen de dimension et de masse, de la CEl 512-2. L’examen visuel peut étre
effectué avec un grossissement allant jusqu’a cing fois.

On doit examiner toutes les piéces pour déterminer si elles sont conformes aux exigences
d¢s articles 8 & 10.

12.2 Essais mécaniques

12.2.1  Force d’extraction transversale

L¢ but de cet essai est de définir la force nécessaire fente d'un
cqntact CAD accessible suivant son axe longitudin

L¢ spécimen d essai est constitué d’'un €9 nt i éré. Si essaire, le
cq . : it onnexion CAD n’¢n soit pas
affectée. Le contact CAD doit éfte fo

U ’axe longitu-
di ddiaire d'un
dispositif approprié te Un exemple de montage d’'egsai adapté
est représenté a la itre le contact et la fourchette d’essai ne doit
pas étre supérie H. La force est appliquée par un molyen appro-

prié tel quune
2 mm/mi

L
m

dont la vitesse constante est comprise entre

déplacement du fil dans la fente de connexion. La force

Fil
Contact CAD

Fourchette
Machoires de la fourchette

Fixation

CEI 031193

Figure 6 — Montage pour I’'essai de force d’extraction transversale
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12 Type tests

NOTE - As far as test methods are described in this standard, it is intended that the description be
replaced by a reference to IEC 512 as soon as the relevant test method is included in {EC 512.

12.1  General examination

The tests shall be carried out in accordance with Test 1a: Visual examination, and
Test 1b: Examination of dimension and mass, of IEC 512-2. The visual examination test
may be carried out with magnification of up to approximately five times.

All parts shall be examined to determine whether the requirements of clauses 8 to 10 have
been met.

12.2 Mechanical tests

12.2.1 | Transverse extraction force

The object of this test is to determine the force necess \ ire within the
connectjon slot of an accessible ID termination along the i i tion.
The tes sary,
the termination may be separated fro ( ion ip not
affected.
A torce S udinal
axis of i ce shall be applied using a suitable
device, : i n in
figure 6 » ceed
50 % of|the wire diam gr. Th applied by a suitable means, for examgle, a
tensile festing 3 \ nsile testing machine shall travel stead|ly at
a speed of betw in.
The speci aN\be &,Wire moves in the connection slot of the ID termina-
tion. The
F
~¥
Ve
Wire
ID termination
Forked hook o
Hook jaws
| .
| i
- Holding device

1EC 031493

Figure 6 — Test arrangement, transverse extraction force
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Exigence:
La force mesurée ne doit pas étre inférieure aux valeurs minimales données dans le
tableau 1.
Tableau 1 — Force d’extraction transversale minimale
Conducteurs massifs, Conducteurs divisés, Force d’extraction transversale minimale
diamétre nominal section nominale
Conducteurs massifs Conducteurs divisés
mm mm? N N
0,26—4-0,32 0.05-2-6,08 2 |
>032 ao05 >0,08 a 0,2 3
>0,5 aos8 >0,2 a 05 5
>08 ata4 >05 a 15 8
>1,4 3423 >1,5 & 40
>23 a36 >4,0 a10,0

12.2.2 Pliage du fil

Ll
p

S| nécessaire,

CAD n’en 3

Fixation

Contact CAD

Mécanisme de commande pour
le dispositif de pliage du fil
(sur pivot)

jble & sup-
dans des

7).

connexion

Daic
Beigts-de-commande——M—————

Fil

CEIl 032193

Figure 7 — Montage d’essai de pliage du fil
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Requirement:

_27 _

The force measured shall be not less than the minimum values given in table 1.

Table 1 - Minimum transverse extraction force

Solid conductors,
nominal diameter

Stranded conductors,
nominal cross—section

2

Minimum transverse extraction force

Solid conductors

Stranded conductors

mm mm N N
25 to n"zo n,n:. o n,nsz 2 1
>032 t00,5 >0,08 to 0,2 3 2
>05 10,8 >0,2 to 0,5 5
>08 to 1,4 >0,5 to 1,5 8
>4 1023 >1,5 to 4,0 10 x 8
>23 1036 >4,0 10 10,0 12<\ \ 1
N
12.2.2 | Bending of the wire

The object of this test is to assess t

the medhanical stress caused by bending

The test specimen shall

If necegsary, the ter

connection is no@e

Aot

Holding device

1D termination

Actuator for the wire-bending
device (swivelling)

btand

e 7).

e ID

Wire

15t H
tO—PifRs

1EC 032/93

Figure 7 — Test arrangement, bending of the wire
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Le spécimen d’essai est fermement maintenu dans une position telle que le fil pend
suivant son axe longitudinal dans la fente de connexion et tel que montré dans la figure 7.
Une charge axiale F est appliquée a I'extrémité libre du fil pour le garder droit. La valeur
de cette charge doit étre de 5 % a 10 % de la tenue a la rupture du fil.

Le fil est alors plié de part et d’autre de la verticale, ce qui constitue un cycle. Sauf
indication contraire de la spécification particuliére, I'angle de pliage o est de 30°. Les
autres valeurs préférentielles de I'angle de pliage indiqué en spécification particuliére sont
60° et 90°.

Le pliage du fil est réalisé en utilisant un dispositif approprié tel que celui présenté dans la

figure 7.
Nmément a

ion contraire

La perturbation de contact est contrélée durant I'essai de( plia
I'gssai 2e: Perturbation de contact, de la CEl 512-2.

L3 limite de la durée de la perturbation de contact est
dq la spécification particuliére.
Le uligre.

Aprés essai le contact ne doit pas.étre end 5 é.

ssibles est

Un exemple de mont
reLrésent 3 fi

imité\de JaXiurée de1a perturbation de contact est de 10 ms sauf indicatiop contraire
a spécification pa

Longueur de fil libre

Contact 50 mm .
nt \
s Fixation
b L~
/ Fil
~<
L Point de connexion
pour la mesure électrique

W///////////(// VI ALY,

Table de vibrations
CEl 033193

Figure 8 — Montage d’essai pour les vibrations
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The test specimen shall be securely held in such a position that the wire hangs along its
longitudinal axis in the connection slot as shown in figure 7. An axial load F shall be
applied to the free end of the wire to keep the wire straight. The value of this load shall
be 5 % to 10 % of the breaking strength of the wire.

The wire shall then be bent in both directions from the vertical which constitutes one cycle.
Unless otherwise specified by the detail specification, the bending angle o shall be 30°.
Other recommended bending angles for detail specifications are 60° and 90°.

Bending of the wire shall be carried out using a suitable device, for example, as indicated
in figure 7.

Contagt disturbance shall be monitored during the bending tesiin with
Test 2¢: Contact disturbance, of IEC 512-2.

The limit of duration of contact disturbance shall be 10 ms ise_sppcified by
the detgil specification.

The number of cycles shall be 10, unless otherwise gpecified by bN.
pken.

After te

12.2.3| Vibration

The teg
The tegt specimens shall\y

An example of a suita
in figurp 8. @

hown

Contac with
Test 24:

The lingi ioMmof contact disturbance shall be 10 ms unless otherwise specified by

Free wire length
lnsulation 50 mm

dia'r_\lam:mn_n! N

termination

» Holding device

~ 1

.{___. i DN SR —4 __._.j__

| Connection point for
electrical measurement

7//////////&(//////////4 TN,

Vibration table
1EC 033193

Figure 8 — Test arrangement, vibration
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Tableau 2 — Vibrations, sévérités préférentielles

352-3 © CEl: 1993

Gamme de fréquence 10 Hz 2 55 Hz 10 Hz & 500 Hz 10 Hz a 2000 Hz

Fréquence de transfert —_— 57 Hz 462 Hz §7 Hz 4 62 Hz
Amplitude du déplacement sous la fréquence

de transfert 0,35 mm 0,35 mm 1,5 mm
Amplitude de I'accélération au-dessus de la

fréquence de transfert — 50 m/s? (5 g) 200 m/s? (20 g)
Directions 3 axes 3 ax B axes
Nombre de balayages par direction 5
La sévérité applicable doit étre indiquée dans |d spéci

14

Le but de cet essai est de vérifie Butilisables
a

Le fil spécifié est ingé Be. Puis ce
fil est extrait de la

Le dernie@l seule du fil
dans le con Jage, il doit
y q

L

Une

Lprsgue les contacts sont congus pour accepter une e fils, tous
le é-te-dernier—doiven e-réalisés—a 0 nsion maxi-

male spécifiée. Le dernier cycle ainsi que la mesur

Sévérités:

’

e finale doivent étre réalisés sur le
conducteur de dimension minimale indiquée dans la spécification particuliére.

La dimension du conducteur pour le dernier cycle et le nombre de cycles doivent étre
indiqués dans la spécification particuliére. Les valeurs préférentielles de nombre de cycles

sont 4, 20 ou 100.
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Table 2 — Vibration, preferred test severities

Range of frequency 10 Hz to 65 Hz 10 Hz to 500 Hz

10 Hz to 2 000 Hz

Crossover frequency 57 Hz to 62 Hz

57 Hz to 62 Hz

Displacement amplitude below the

crossover frequency 0,35 mm 0,35 mm 1,5 mm

Acceleration amplitude above the

crossover frequency —_— 50 m/s? (59) 200 m/s® (20 g)

Directions 3 axes 3 axes \3\§xes
N~

Number pof sweep cycles per direction

The apg

12.2.4

ct of this test is to assess the
d a specified number of conne

The obj
withsta

A spec:[
Followi

to be oi1je cycle.

bn to

ner.

The lasg cycle cycles consists of only inserting the wirg¢ into
the termination, i.¥. ifa hall be a complete ID connection at the end of a
specified number c

The same € ation shall be used for the total number of test cycles
specified

A new { 4 new wire of the same type shall be used for each test cyclg.
Where tefminations are designed to accept a range of conductor sizes all cycles ekcept
the fast i i i i ified- > last
cycle and the final measurement shall be carried out with the minimum conductor sizes

specified by the detail specification.
Test severities:

The conductor sizes for the last cycle and the number of cycles to be

carried out shall

be specified by the detail specification. Preferred values for the number of cycles are 4,

20 or 100.
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12.3 Essais électriques

La spécification particuliére du composant doit définir la température haute de la catégorie
climatique (THC) et la température basse de la catégorie climatique (TBC) qui doivent étre
utilisées pour les essais suivants.

12.3.1 Résistance de contact

L'essai est effectué conformément & I'essai 2a: Résistance de contact, méthode au niveau
des millivolts, ou I'essai 2b: Résistance de contact, méthode du courant d’essai spécifié,
de la CEl 512-2 suivant l'indication de la spécification particuliére.

o2 A

CEI 034193

section de
r I’échauf-

ce initiale

ntact ) maximdle admise aprés essai est égale a la résistance de contact initiale
aygmentée de la variation maximale autorisée indiquée dans le tableau 3.
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12.3 Electrical tests

The component detail specification shall prescribe the upper category temperature (UCT)
and the lower category temperature (LCT) which shall be used in the following tests.

12.3.1 Contact resistance

The contact resistance test shall be carried out according to Test 2a: Contact resistance,
millivolt level method, or Test 2b: Contact resistance, specified test current method, of
IEC 512-2 as specified in the detail specification.

A suitalple test arran

t

1EC 034193

ross-
event

When T
section
heating

sured
ance
nitted

The mg
resistar
after conditioning~is“equal to the measured initial value plus the maximum perr
changeTas given in table 3.
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Tableau 3 — Résistance de courant des connexions CAD accessibles,
valeurs maximales autorisées

Résistance de contact Variation maximale de la
initiale maximale résistance aprés essais
Contact CAD Conducteur mécanique, électrique
ou climatique
mQ mQ
revétu 2 1
massif
brut 5 1
revétu
revétu 2 2

divisé
~ brut 5 & &
N\ |

revétu 5 (\ \ 1.

massif
o bt NN
revétu N \ N

divisé - (\ W /\5 \/ ]

i

12.3.2 Charge électrique et température

L’essai est effectu ER sai 9%: Charge électrique et tempéraﬁure, de la
CEl 512-5. Sauf indicatior i écification particuliére, les détails suivants
sgnt applicables
tempér@ +100 °C (THC)
durée de I'g 1000h
catégorie

12.4.1  Variations rapides de température

L'essai est effectué conformément a I'essai 11d: Variations rapides de température, de la
CEIl 512-6. Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, les détails suivants
sont applicables:

basse température T - 55°C (TBC)
haute température Tg +100 °C (THC)
durée de I'exposition t, 30 min

nombre de cycles 5
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Table 3 — Contact resistance of accessible ID connections,
maximum permitted values

Initial contact resistance, Maximum change in
D maximum resistance after
termination Conductor mecfhanical, ele.ottrigal or
climatic conditioning
mQ m£
plated 2 1
solid round conductor
unplated 5 1
plated
plated 2
stranded conductor ﬁ( \3\
unplated 5 /\& Qﬁ\\
plated 5 \\ \/
solid round conductor (\ X
unplated 5 \ \ 1
unplated (\ \
plated lg\ s \\/ 2
stranded conductor
unplated W \/ 5
S
12.3.2 | Electrical load and temperature
The tesy shall be carried oUtin agcord c% : Electrical load and tempergture,
of IEC $12-5. Unless othe S ed\by the ail specification, the following details
shall apply:
maximmum opg e 4100 °C (UCT)
test duration: 1000 h
Test cufrent shall\be fle detail specification.
12.4 @l
The con pecification shall prescribe the upper category temperature (UCT)
and the temperature (LCT) which shall be used in the following tests.

12.4.1

Rapid change of temperature

The test shall be carried out in accordance with Test 11d: Rapid change of temperature, of
IEC 512-6. Unless otherwise specified by the detail specification, the following details

shall apply:
low temperature: Ta
high temperature: Tg
duration of exposure: t,

number of cycles:

- 55 °C (LCT)
+100 °C (UCT)
30 min

5
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12.4.2 Séquence climatique

L’essai est effectué conformément a I'essai 11a: Séquence climatique, de la CEl 512-6.
Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, les détails suivants sont
applicables:

— chaleur séche: essai 11i
température d’essai: + 100 °C (THC)

— chaleur humide cyclique: essai 11m
température maximale: +55°C
nombre de cycles: 6
variante: 2

- froid: essai 11j
température d’essai: -55 °C (TBC)

1p.4.3 Corrosion en atmosphére industrielle

Llessai est effectué conformément a I'essai Ke de I §8-2°6Q0 TTD, Méthpde C: Gaz
pplluants mélangés. Sauf indication contraire/de la gification particuliére,| les détails
shiivants sont applicables:

Sévérité de I'essai:
concentration SO,: -6 (vol/vol)

concentration H,S: 02) 1078 (vol/vol)
température:
humidité relative

durée de I'exposition 10 jours

NOTE - Cet essa p & ouvelle méthode d’essai lorsque celle-ci sera publiée par le
SC 50B ¥e Ia 2 ntion d'inclure cette méthode d’essai de corrosiop dans P'essai
11g afin de’ i i als de corrosion en atmosphére industrielle avec des ¢oncentrations
slus Yeu-moind.éfevées. Des informations détaillées devraient étre donpées dans les

tué conformément a I'essai 11m: Chaleur humide, cyclique, de I CEl 512-6.
contraire de la spécification particuliére, les détails sufvants sont

températured'essat: +552€
nombre de cycles: 6
variante: 2

13 Programme d’essais

13.1  Généralités

Les spécimens doivent étre préparés pour les essais. Chaque spécimen doit étre constitué
d'un contact CAD et du fil inséré.
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12.4.2 Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with Test 11a: Climatic sequence, of IEC 512-6.
Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

— dry heat: Test 11i
test temperature: +100 °C (UCT)
— damp heat, cyclic: Test11m
upper test temperature: +55 °C
number of cycles: 6
Variant: 2
- dold: Test 11j
tpst temperature: -55 °C (LCT)

12.4.3 | Corrosion, industrial atmosphere

The tedt shall be carried out in accordance with Test Ke,“"Methaeg G} uting
gases, |of IEC 68-2-60 TTD. Unless otherwise spegified by th , the
following details shall apply:
Test|severities:
condentration SO,:
congentration H,S:
temperature:
relatjive humidity:
dur;[\ion of exposure:

NOTH - This t
the intention of
indusprial atmosphérg
be gi 2

b3 has
ethod in Test 11g, to dispose of relevant corrosion tgsts in
entration of polluting gas(es). Detailed explanations ghould

12.4.4

12-6.
Unless

test temperature: +552€
number of cycles: 6
variant: 2

13 Test schedules

13.1  General

Prior to testing, specimens shall be made. Each specimen shall consist of an ID termina-
tion with a wire inserted.
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13.1.1 Lorsque les connexions CAD réalisées avec des contacts CAD congus pour
accepter une gamme de diamétres de fil doivent étre essayées, les essais sont effectués:

a) sur le nombre de spécimens requis dans le tableau 4 avec le conducteur de
diameétre minimal de la gamme de fils;

et, en complément

b) sur le nombre de spécimens requis dans le tableau 4 avec le conducteur de
diamétre maximal de la gamme de fils.

13.1.2 Lorsqu’un composant multi-contact doit étre essayé, le nombre de spécimens
requis (connexions CAD) est réparti au hasard sur plusieurs composants.

Avant de préparer les spécimens, on doit vérifier que:

a) les contacts et fils sont corrects;
b) Poutil utilisé pour 'insertion du fil est approprié;
¢) Toutil fonctionne correctement;

d) l'opérateur est capable de réaliser des conne es a l'artjcle 10.

))equis en complément poui les essais
des connexions CAD
Programme d’essais Paragraph 1
réutilisables pour yne gamme
{\ TN de diamétres de fils
Programme 3.2.\2\.1 \) — 20
dlessais x
dp base 13?\ \/é} — 20 —
Programme 3.3 \> 20 — 20
dlessais 1. 20 — 20
cphmplet 13. 20 e 20
20 — 20
—_ 60 —

13.2, -Programme d’essais de base

Lorsque le programme d’essais de base est applicable (voir 11.2) les spécimens requis
dans le tableau 4 doivent étre préparés puis soumis a I'examen initial en accord avec
13.2.1.

Lorsque les connexions CAD des contacts réutilisables ou non sont essayées, les 20 spé-
cimens requis sont soumis aux essais selon 13.2.2.1.

Les contacts, réutilisables ou non, congus pour une gamme de diameétres de fils doivent
aétre essayés suivant les deux groupes requis (voir 13.1 et le tableau 4); 20 spécimens par
groupe sont soumis aux essais complémentaires selon 13.2.2.1.
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13.1.1  When ID connections with terminations designed to be suitable for a range of
wire diameters are to be tested the tests shall be carried out:

a) with the number of specimens specified in table 4 made with wires having the
minimum conductor diameter within the range;

and additionally

b) with the number of specimens specified in table 4 made with wires having the
maximum conductor diameter within the range.

13.1.2 When multipole components are to be tested the required number of specimens
(ID connections) shall be evenly distributed over several components:

Before the specimens are prepared, it shall be verified that:

a) qorrect terminations and wires are used;

b) the correct wire insertion tool is used;

c) tpe tool works correctly;

d) the operator is able to produce ID connections whis 8 requirements
of clause 10.

Table 4 — Number of/sze:i e e&' d

Additionally required, when

sable ID ID terminatipns
Test|schedule terminations suitable for a fange
are to be tested of wire diamgters
are to be tegted
Basic test —_ 20
schedulp,
13.2 /\ 20 —
Full tesf - 20
schedulp, —_ 20
13.8 —_— 20
— 20
60 —

13.2 Basictest schedule

Where the basic test schedule is applicable (see 11.2), the number of specimens specified
in table 4 shall be prepared and subjected to the initial examination according to 13.2.1.

Where accessible |ID connections with reusable or non-reusable terminations are to be
tested, the required 20 specimens shall be subjected to the tests according to 13.2.2.1.

Where reusable or non-reusable terminations suitable for a range of wire diameters are to
be tested, both required groups (see 13.1 and table 4) with 20 specimens each shall be
subjected to the tests according to 13.2.2.1.
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Lorsque les connexions CAD de contacts réutilisables doivent étre essayées, les 20 spé-
cimens en complément sont soumis aux essais complémentaires seion 13.2.2.2.

13.2.1 Examen

initial

Tous les spécimens doivent étre soumis & un examen visuel en utilisant I'essai 1a de la
CEI 512-2 pour s’assurer que les exigences applicables de I'article 10 sont respectées.

13.2.2 Essai des connexions CAD accessibles

13.2.2.1

ou non réutilisables

Essai des connexions CAD accessibles des contacts réutilisables

20 spécimens, ou
2 k 20 spécimens, si le contact 3 essayer admet une gamme d
Aprés I'examen initial de 13.2.1, 10 ou 2 x 10 spécimeng;-se oumis aux
egsais suivants:
N
Essai /mh{u a effe}\uer Hxigences
Phase d’essai
Titre Paragraphe v itr \{EI 512, Ppragraphe
f\ > essai n®
P1.1 Résistance 2aou2b 12.3.1
e contact
P1.2 Pliage du fil \Per/turbation 2e 12.2.2
de contact
P1.3 12. 1\/ 11d
Q tefupérature
T
P1.4 hale rw> 12.4.4 11m
|que
\/ Résistance idem & P1.1 12.3.1
Q % de contact
A . B cas, sont
soumis aux essais suivants:
Essai Mesures a effectuer Exigences
Phase d'essai . .
Titre Paragraphe Titre CEIl 612, Paragraphe
essai n°
P2 Force 12.2.1 12.2.1

d'extraction
transversale
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Where ID connections with reusable terminations are to be tested, the required 20 speci-
mens shall be subjected to the additional tests according to 13.2.2.2.

13.2.1

Initial examination

All specimens shall be subjected to visual examination using Test 1a of IEC 512-2 to
ensure that the applicable requirements of clause 10 have been met.

13.2.2 Testing of accessible ID connections

13.2.2.1

terminations

Testing of accessible ID connections with reusable or non-reusable

20 specjmens, or

2 x 20 specimens, if terminations suitable for a range of wire diameterg a

After injtial examination according to 13.2.1, 10 specimens X

applicabie, shall be subjected to the following tests:

NN

Test Measm Requirenfent
Test ghase
A Title Subclause itle EC\*E,/ Subclaude
/(\ 1 t No.
[/
PN Contact \ 2a or 2b 12.3.1
registatice
P1|2 Bending of 12.2) Q Con W 2e 12.2.2
the wire <\ (\ isturbance
P13 Rapid 2.4\ ~/ 11d
ehange\of
er ure
P1]|4 a heat) 12_\,/ 11m
cli
P15 \ ) Contact as in P1.1 12.3.1
Q \ resistance

After initi

maining 10 specimens, or 2 x 10 speci-

mens, as applicable, shall be subjected to the following tests:

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase . .
Title Subclause Title |IEC 512, Subclause
Test No.
P2 Transverse 12.2.1 12.2.1
extraction

force
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13.2.2.2  Essais complémentaires des connexions CAD accessibles des contacts
réutilisables

20 spécimens

Aprés I'examen initial de 13.2.1, tous les spécimens sont soumis aux essais suivants:

Essai Mesures a effectuer Exigences
Phase d’essai . i
Titre Paragraphe Titre CEl 512, Paragraphe
essai n°®

P3.1 Recablage des 12.2.4
connexions

P3.2 Force 12.2.1 \
d’extraction
transversale \
w

Lorsque le programme d’essai s@ (voir 11.2), les spécimens requis
dans le tableau 4 doivent étre préparé is a 'examen initial en apcord avec

13.3.1.

Lorsque les connexions CAD des co ! dbles ou non sont essayées, jes 80 spé-
cinens requis sontépadtis atre_groupes de 20 spécimens et sont soumis|aux essais
s¢lon 13.3.2.1.1\13.32.1. .3.2.18 et 13.3.2.1.4 (groupes d’essais A, B, C ¢t D).

R
N\

12.2.1

18.3 Programme d’essais complet

congus pour une gamme de fils doivent étfe essayés
gir 13.1 et le tableau 4); 4 x 20 spécimens par groupe

8.3. 1) Examén initial

Tous les spécimens doivent €tre soumis a un examen visuel en utilisant T'essai 1a de la
CEl 512-2.

13.3.2 Essai des connexions CAD accessibles

13.3.2.1 Essai des connexions CAD accessibles des contacts réutilisables ou non

80 spécimens, ou
2 x 80 spécimens si le contact & essayer admet une gamme de diameétres de fils.
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13.2.2.2  Additional testing of accessible ID connections with reusable terminations

20 specimens

After initial examination according to 13.2.1, all specimens shall be subjected to the follow-
ing tests:

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase Title Subclause Title IEC 512, Subclause
Test No.
P3.1 Repeated connection 12.2.4

and disconnection /\

P3.2 Transverse extraction 12.2.1 1}ﬂ/ﬁ
force

13.3  Full test schedule

Where the full test schedule is neceg > mens
specifigd in table 4 shall be prepared and 9 3 ng to

13.3.1.

Where ofi-reusable terminations are fo be
tested, be divided into 4 groups of 20 specimens|each
and sh ding t¢ 13.3.2.1.1, 13.3.2.1.2, 13.3.2.1.3 and
13.3.2.

Where jons suitable for a range of wire diameters are to
be test Jrov see 1.3.1 and table 4) with 4 x 20 specimens each|shall
be sub : 2 ding/to 13.3.2.1.1, 13.3.2.1.2, 13.3.2.1.3 and 13.3(2.1.4
(test gr

Where [ hleND: conhections with reusable terminations are to be tested, the required
60 spegime R supjected to the additional tests according to 13.3.2.2.

13.3.1 | Initial examination

All specimens required shall be subjected to visual examination using Test 1a of IEC 512-2.

13.8.2 Testing of accessible ID connections

- 13.3.2.1  Testing of accessible ID connections with reusable or non-reusable
terminations

80 specimens, or
2 x 80 specimens, if terminations suitable for a range of wire diameters are to be tested.
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Aprés I'examen initial 13.3.1, les spécimens sont répartis en quatre groupes de 20 ou

2 x 20 spécimens selon le cas.

Les spécimens sont alors soumis aux groupes d’essais A, B, C et D.

13.3.2.1.1  Groupe A

20 spécimens, ou
2 x 20 spécimens, selon le cas

Essai o3& v..wt...?.’\ —qmgences
Phase d'essai . . L
Titre Paragraphe Titre CEl 5 Ppragraphe
/\ sai n°
AP1 Force 12.2.1 12.2.1
d'extraction
transversale <\ \
w
13.3.2.1.2 Groupe B
20 spécimens, ou
2 [x 20 spécimens, selon le cas
sai \ \\ \/ Mesures a effectuer Hxigences
Phase d'essai N
i rew \ag{he)‘/ Titre CEl 512, Ppragraphe
l\ <\ essai n°
BP1 Q \ \) Résistance 2aou2b 12.3.1
de contact
/\ /‘\
BP2 liagendu fi ) 12.2.2 Perturbation 2e 12.2.2
(\ de contact
AN
N Ch rge\eéc- 12.8.2 9b
i et
\»te pérature
BP4 Résistance idem 2 BP1 12.3.1
de contact
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After initial examination according to 13.3.1, the number of specimens shall be divided into
4 groups with 20 specimens or 2 x 20 specimens each, as applicable.

Then the specimens shall be subjected to the following tests according to the test groups
A, B, C and D.
13.3.2.1.1  Testgroup A

20 specimens, or
2 x 20 specimens, as applicable

TFest Measurement te—be—pe#e%me%*qu#emant
Test pHase i .
Title Subclause Title IEC 5¢2, Subslaugde
Te}n\ “
ARt Transverse 12.2.1 2\M

extraction
force

13.83.2.1.2 Testgroup B

20 spegimens, or
2 x 20 gpecimens, as applicable

x@@

/T\est Mea ur ent to be performed Requirenfent
N/
Test phase Ti | %Subclau ftle IEC 512, Subclauge
(\ Test No.
BRA1 Contact 2aor 2b 12.8.1
/\ resistance
N
BA2 enging, of \1&.2 Contact 2e 12.2.2
disturbance
12.3.2 9b
BH4 Contact as in BP1 12.3.1
resistance
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13.3.2.1.3 Groupe C

20 spécimens, ou
2 x 20 spécimens, selon le cas

Essai Mesures a effectuer Exigences
Phase d’essai . .
Titre Paragraphe Titre CEI 612, Paragraphe
essai n®
CP1 Résistance 2a 12.3.1
de contact
L
cP2 Vibrations 12.2.3 Perturbation t 12.2.3
: de contact /\

CP3 Variations 12.4.1 1d

rapides de

température <\ \
CP4 Séquence 12.4.2 11a

climatique Q
Vam\ NS
CP4.1 Chaleur séche <\<1@ p < Q )\/> 11i

CP4.2 Chaleur humide, 4.2 ~— 11m
cyclique, i

cP4.3 L 11]

cm.@ 11m

CPS Résistance 2a 12.3.1
de contact
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13.3.2.1.3 Testgroup C
20 specimens, or
2 x 20 specimens, as applicable
Test Measurement to be performed Requirement
Test phase ) .
Title Subclause Title IEC 6§12, Subclause
Test No.
CP1 Contact 2a 12.3.1
resistance
CH2 Vibration 12.2.3 Contact 6d and Ze 2.3
disturbance
N\ |
CH3 Rapid change 12.4.1 1
of temperature <\
N
CH4 Climatic 12.4.2 T1a
sequence /(7
7\
CR4.1 Dry heat 12<2\</\\ % < ( i1
CR4.2 Damp heat, 12.4, L 11m
cyclic,
1st cycle
% \
Ch4.3 Cold 12.4. 11j
N (@A
CR4.4 h t, 1 N 11m
re 214}\ es\/\
D\
CKP5 \\j Contact 2a 12.8.
(\ > resistance
N
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13.3.2.1.4 Groupe D

20 spécimens, ou
2 x 20 spécimens, selon le cas

Essai Mesures a effectuer Exigences
Phase d'essai : "
Titre Paragraphe Titre CEl 512, Paragraphe
essai n®
DP1 Résistance 2a 12.3.1
de contact
DP2 Corrosion en 12.4.3

atmosphére Q( \
industrielle /\ %
DP3 Résistanc a
de contact
N

DN

s des contactp

12.3.1

13.3.2.2 Essais complémentaires des connexions LCAD

rdutilisables Q

Aprés I'examen initial 13.3.1, tous le nt soumis aux essais suivarits:

60 spécimens

N
E{;}r\ \J Mesures a effectuer Bxigences
\%Q%»he Titre CEl 512, Paragraphe

essai n®

\%
12.2.4 12.2.4

L hase EP1 est réalisée, les 60 spécimens sont répartis en trois groupes de 20.

Le premier groupe est soumis aux essais du groupe A selon 13.3.2.1.1.
Le second groupe est soumis aux essais du groupe C selon 13.3.2.1.3.
Le troisidme groupe est soumis aux essais du groupe D selon 13.3.2.1.4.

13.4 Tableaux synoptiques

Pour une orientation rapide, les programmes d’essais détaillés en 13.2 et 13.3 sont
répétés sous forme de tableaux synoptiques de maniére simplifiée, respectivement sur les
figures 10 et 11.
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